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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RELIABILITY TESTING -
COMPLIANCE TESTS FOR CONSTANT FAILURE RATE
AND CONSTANT FAILURE INTENSITY

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object /6f 1k is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electric ectronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hexe “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IE terested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. i and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this prepagation korates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance

agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters ¢ posgible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each ica i épresentation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations fog and aré accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforfs are hat the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be hich they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity i s i undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent posgible |n th' i and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corre i

the latter.

IEC itself does not provide

All users should

No liability shall

patent rigk

This third edition of IEC 61124 cancels and replaces the second edition, published in 2006,
and constitutes a technical revision.

The main changes with respect to the previous edition are as follows:

1

A number of new test plans have been added based on the Russian standard GOST R
27.402 [1] 1, and it is intended to align the new edition of MIL-HDBK-781 [2] with this
edition. Algorithms for optimizing test plans using a spreadsheet program are given and a
number of optimized test plans are listed. Furthermore, emphasis is laid on the fact that
the test should be repeated following design changes.

Figures in square brackets refer to the bibliography.
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— Discrepancies in test plans A, B as well as Annexes A and B that originated in IEC 60605-
7 [3], now withdrawn, have been corrected so these test plans differ from those given in
previous editions of IEC 61124. As requested by the National Committees, mathematical
background material and spreadsheet program information has been moved to informative
annexes. In addition, the symbol lists have been divided, so that some annexes have
separate lists of symbols.

— Guidance on how to choose test plans has been added as well as guidance on how to use
spreadsheet programs to create them. Test plans A.1 to A.9 and B.1 to B.13 have been
corrected.

— Subclauses 8.1, 8.2, 8.3, Clause 9, Annex C, Clauses G.2, 1.2, 1.3 and Annex J are
unchanged, except for updated terminology and references.

— Corrections to the second edition proposed by National Com s have been
implemented.
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on vom
56/1461/FDIS 56/1468/RVD\  \ \

n be Yound in the report on

The committee has decided that the cp publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the | "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publjeation. y\bhigation will be

* reconfirmed,
* withdrawn,

* replaced by
* amended.
The contents he c

AN

rige of January 2013 have been included in this copy.

IMPORTAN1¥Yh\e'>o|our inside' logo on the cover page of this publication indicates
that it contains>~<colours which are considered to be useful for the correct

understanding of its contents. Users should therefore print this document using a
colour printer.
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RELIABILITY TESTING -
COMPLIANCE TESTS FOR CONSTANT FAILURE RATE
AND CONSTANT FAILURE INTENSITY

1 Scope

This International Standard gives a number of optimized test plans, the corresponding
operating characteristic curves and expected test times. In addition the algorithms for
designing test plans using a spreadsheet program are also given, toget ith guidance on
how to choose test plans.

This standard specifies procedures to test whether an observed val

— failure rate,
— failure intensity,
— mean time to failure (MTTF),

— mean operating time between failures (MTBF),

conforms to a given requirement.

It is assumed, except where otherwise ste
to failure or the operating times
exponentially distributed. This assum
constant.

e _agcumulated test time, the times
are independent and identically
he failure rate or failure intensity is

Four types of test planga

truncated se'

time/failure termip

|-
o =
S 3
3 8
S 0O
3 9
o o

>

o

Q)

This sta

This standard does no} describe test conditions. This information can be found in IEC 60605-2
and in IEC 60300-3-5.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For
undated references, the latest edition of the referenced document (including any
amendments) applies.

IEC 60050-191, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 191: Dependability
and quality of service

IEC 60300-3-5:2001, Dependability management — Part 3-5: Application guide — Reliability
test conditions and statistical test principles
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IEC 60605-2, Equipment reliability testing — Part 2: Design of test cycles

IEC 60605-4:2001, Equipment reliability testing — Part 4: Statistical procedures for
exponential distribution — Point estimates, confidence intervals, prediction intervals and
tolerance intervals

IEC 60605-6, Equipment reliability testing — Part-6: Tests for the validity and estimation of the
constant failure rate and constant failure intensity

IEC 61123:1991, Reliability testing — Compliance test plans for success ratio

@%
S
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS DE FIABILITE - ,
PLAN D’ESSAIS DE CONFORMITE D’UN TAUX DE DEFAILLANCE
CONSTANT ET D’UNE INTENSITE DE DEFAILLANCE CONSTANTE

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationayx desla CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normahsation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres agtivités ~ publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des 'cifictio ac ssibles au

comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa j articiper. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementalg 2 \ ave , participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation isation (1SO),

Les Publications de la CEIl se présentent sous la formg—¢ maqndatiens int&rnationales et sont agréées
a 3 ef nna gs sont entrepris afin que la CEI

Dans le but d'encourager I'uniformité internati S alx de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon Publjcations de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences Pubtications de la CEl et toutes publications
nationales ou régionales corrgspondantes dojven én termes clairs dans ces derniéres

La CEIl elle-méme ne fourn €. Des organismes de certification indépendants
fournissent des servicep ans certains secteurs, accedent aux marques de

conformité de la CEI 9 un des services effectués par les organismes de
certification indépegdants.

Tous les utilisat ive ! gqu'i " possession de la derniere édition de cette publication.
Aucune responsabilifé doi i S a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y Comprs se exerts panticuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la €ElI, Y i ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre

dommage de gueltue hatuxe qu i/ directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) S ant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre

et. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
s avoir signalé leur existence.

I'objet de droits debre
de brevets et de ne p

La Norme internationale CElI 61124 a été établie par le comité d’études 56: Sdreté de
fonctionnement.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxiéme édition parue en 2006. Cette édition
constitue une révision technique.

Les modifications techniques majeures par rapport a I’édition précédente sont les suivantes:

1

De nouveaux plans d’essais sont ajoutés, basés sur la Norme russe GOST R 27.402 [1]1,
et son objectif est d’étre cohérent avec la nouvelle édition de MIL-HDBK-781 [2]. Elle
comprend les algorithmes pour I'optimisation des plans d’essais en utilisant un tableur

Les chiffres entre crochets se référent a la bibliographie.
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électronique, ainsi qu’une liste de plan d’essais. En outre I'accent est mis sur le fait qu'il
convient de réitérer I'essai a la suite des modifications de conception.

— Les écarts dans les plans d’essais A, B et les Annexes A et B qui provenaient de la
CEI 60605-7 [3], (retirée) ont été corrigés et ces plans sont donc différents de ceux
donnés dans les précedentes éditions de la CEl 61124. Comme demandé par les Comités
nationaux, les informations concernant la base mathématique et le tableur électronique
ont été déplacées aux annexes informatives. De plus, les listes de symboles ont été
divisées, pour obtenir des listes de symboles séparées dans certaines annexes.

— Des lignes directrices sur la maniére de choisir les plans d’essais ont été ajoutées de
méme que sur la maniére d’utiliser les tableurs électroniques pour les créer. Les plans
d’essais A.1 a A.9 et B.1 a B.13 ont été corrigés.

— Les paragraphes 8.1, 8.2, 8.3, I'Article 9 et 'Annexe C, les Articles G.2;T.4. 1.3 et 'Annexe
J ne changent pas, sauf pour la terminologie et les références mises, d jour.

— Corrections a la deuxieme édition proposée par les comités nationau été rises enplace.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapporyﬂie\vgtx\

56/1461/FDIS

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-de
abouti a I'approbation de cette norme.

* reconduite,
. supprimée, Q
* remplacée par

« amendée.

deqanvier 2013 a été pris en considération dans cet exemplaire.

IMPORTANT - Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent,
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.
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ESSAIS DE FIABILITE - ,
PLAN D’ESSAIS DE CONFORMITE D’UN TAUX DE DEFAILLANCE
CONSTANT ET D’'UNE INTENSITE DE DEFAILLANCE CONSTANTE

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale fournit un certain nombre de plans d’essais optimisés, les
courbes OC associées et les valeurs moyennes des temps d’'essais. De plus, les algorithmes
pour la conception de plans d’essais a I'aide d’un tableur électronique sopt également fournis
avec des lignes directrices sur la maniere de choisir les plans d’essais.

— d’un taux de défaillance,
— d’une intensité de défaillance,
— d'une durée moyenne de fonctionnement avant défa

— moyenne des temps de bon fonctionnement (M

Les quatre types de pla

essais progr@s
plans d’essais’cer

La présente norme~ie couvre pas les conditions d’essais. Ces informations sont données
dans la CEl 60605-2 et dans la CEIl 60300-3-5.

2 Reéférences normatives

Les documents suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralité ou en
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les
références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les références non datées, la
derniére édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050-191, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 191: Sdareté de
fonctionnement et qualité de service
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CEI 60300-3-5:2001, Gestion de la sdreté de fonctionnement — Partie 3-5: Guide d'application
— Conditions des essais de fiabilité et principes des essais statistiques

CEIl 60605-2, Essais de fiabilité des équipements — Partie 2: Conception des cycles d’essais

CEI 60605-4:2001, Essai de fiabilité des équipements — Partie 4: Méthodes statistiques de
distribution exponentielle — Estimateurs ponctuels, intervalles de confiance, intervalles de
prédiction et intervalles de tolérance

CEI 60605-6, Essais de fiabilité des équipements — Partie 6: Tests pour la validité et
I’estimation du taux de défaillance constant et de l'intensité de défaillance constante

CEI 61123:1991, Essais de fiabilit¢é — Plans d’essai de conformité PO groportion de

@C@
N


https://webstore.iec.ch/publication/4541&preview



